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ODUVODNENI VEREJNE ZAKAZKY
s hazvem
,,AFM MIKROSKOPIE PRO CEITEC MU“

vyhotovené podle § 156 zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach,

v platném znéni (dale jen Zakon o VZ)

| 1. ODUVODNENI UCELNOSTI VEREINE ZAKAZKY

a)

b)

Popis potreb, které maji byt splnénim verejné zakazky naplnény

Zakazka ,, AFM mikroskopie pro CEITEC MU“ je zadavana a financovana z Operacniho
programu Vyzkum a vyvoj pro inovace v ramci projektu ,CEITEC — stfedoevropsky
technologicky institut”, registracni Cislo projektu CZ.1.05/1.1.00/02.0068. Jejim cilem je
naplnéni planovaného ucelu projektu, ktery spole¢né pfipravuji nejvyznamnéjsi brnénské
univerzity a vyzkumné instituce, a to vybudovani evropského centra excelence v oblasti véd
o Zivé prirodé a pokrocilych materidld a technologii.

Popis predmétu verejné zakazky

Predmétem verejné zakazky, ktera je délena na dvé Casti, je doddvka ndasledujicich pristroja.
Cast 1

Kombinovany AFM / invertovany opticky mikroskop — jednad se o kombinaci optického
invertovaného mikroskopu a mikroskopu atomovych sil pro zobrazovani bioobjektl (tkané,

bunky, biomolekuly) v dudinim usporadani - klasicky opticky obraz - svételna a fluorescencni
mikroskopie, vcetné konfokdlniho zobrazeni, doplnény topografickym AFM 3D profilem,
v€etné méreni sil pfi interakcich biomolekul.

Cast 2

Elektrochemicky AFM a STM modul, nanolitograficky modul pro AFM mikroskop — jedna
se o modularni doplnék ke stavajicimu mikroskopu atomarnich sil, pfidavajici moznost

vyuzivat pokrocilé elektrochemické AFM a STM skenovani studovanych povrchi a objekt(,
vCetné lokalnich redoxnich reakci — nanolitografické modifikace povrchu, elektrochemické
zpUsoby méreni zahrnuji voltametrii, amperometrii a impedimetrii, bipotenciostatové
usporadani.

AFM mikroskop vstupni Urovné — jednd se o mikroskop atomarnich sil schopny mérit
v riznych AFM moddech — kontaktni (véetné zobrazeni laterdlnich frikénich sil a zobrazeni
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c)

d)

silovych interakci), semikontaktni a nekontaktni (mozZnost fazového kontrastu), a také v STM
modu (skenovaci tunelovaci mikroskopie a spektroskopie), vodivostni AFM, mikroskopie
elektrostatickych a magnetickych sil, metoda Kelvinovy sondy, méreni piezoresponsivnich
sil, zakladni nanolitografické techniky a moznost nanomanipulaci, vertikalni i horizontalni
skenovani, pripadné i pod jinym Uhlem, automatizované zakladni operace (priblizeni sondy
k povrchu vzorku, zaostieni laseru na povrch raménka sondy, nastaveni polohy fotodiody,
nastaveni polohy vzorku), motorizované zaostieni a zoom optického mikroskopu.

Popis vzdjemného vztahu predmétu verejné zakazky a potieb zadavatele

Realizace predmétu verejné zakazky vyrazné prispéje k naplnéni potireb zadavatele tim, ze
umozni na nejvyssi momentdlné dosazitelné urovni vybavit pracovisté vyzkumné skupiny
RG-3-6 Nanobiotechnologie instrumentaci pro zobrazovdni biologickych objektd s
atomarnim rozlisenim a soucasné poskytne informaci o fluorescencné znacenych bunéénych
slozkach, ¢imz pomuze ke splnéni vySe uvedenych cil projektu.

Predpokladany termin splnéni verejné zakazky

Pfedmét verejné zakdzky bude pro kazidou z ¢asti verejné zakazky realizovan na zakladé
kupni smlouvy, jez bude s vitéznym uchaze¢em uzaviena po jeho vybéru v otevieném fizeni.

Pfistroj bude pro kazdou ¢dast verejné zakazky dodan do 4 mésicli od podpisu smlouvy
s dodavatelem. Projekt jako celek bude ukoncen nejpozdéji do 31. 12. 2015.

Popis rizik souvisejicich s plnénim verejné zakazky, ktera zadavatel zohlednil pfi stanoveni
zadavacich podminek

Zadavatel spatfuje riziko zejména v prodleni se zadanim zakazky, ¢imz mohou byt ¢astecné
ohrozeny planované cile projektu CEITEC.

ODUVODNENI POZADAVKU NA TECHNICKE KVALIFIKACNi PREDPOKLADY

Splnéni technickych kvalifikacnich pfedpoklad( prokaze uchaze¢ predlozenim:

Seznamu alespon 2 dodavek realizovanych dodavatelem v poslednich tfech letech, jejichz
pfedmétem bylo doddni zbozi s parametry odpovidajicimi nejméné parametriim zbozi
pozadovaného pro danou ¢ast verejné zakazky v pfiloze €. 1 s uvedenim jejich technickych
parametr( a doby plnéni.

Dldvodem poZadavku na predloZeni vyse uvedenych technickych kvalifikacnich predpokladi
je zajisténi adekvatni miry kvality s ohledem na planované védecko-vyzkumné aktivity.

ODUVODNENi VYMEZENi OBCHODNICH PODMINEK

Zadavatel dale nema potrebu zdlvodnit zvlastni vymezeni obchodnich podminek verejné
zakazky ve vztahu ke svym potfebam a k rizikim souvisejicim s plnénim verejné zakazky.

ODUVODNENI VYMEZENi TECHNICKYCH PODMINEK

Zadavatel dale zdGvodnuje vymezeni technickych podminek verejné zakazky ve vztahu ke svym
potiebam a krizikllm souvisejicim s plnénim verejné zakdzky. Zdavodnéni jednotlivych
pozadavkl je uvedeno v pfiloze tohoto dokumentu.



5. ODUVODNENI STANOVENi ZAKLADNICH A DiLCicH HODNOTICICH KRITERIi A zPUSOBU
HODNOCENI NABIDEK

a) Zadavatel dale zdGvodriuje stanoveni zakladnich a dil¢ich hodnoticich kritérii ve vztahu ke
svym potiebam.
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Priloha €. 1 - odlvodnéni vymezeni technickych podminek

PODROBNE ODUVODNENiI VYMEZENiIi TECHNICKYCH PODMINEK
Kombinovany AFM / invertovany opticky mikroskop (€ast 1)

Zakladni pozadavky zadavatele

Pfedmétem verejné zakdzky je kombinace optického invertovaného mikroskopu a mikroskopu atomovych
sil pro zobrazovani bioobjektl (tkané, buriky, biomolekuly) v dualnim usporadani - klasicky opticky obraz -
svételna a fluorescencni mikroskopie, véetné konfokdlniho zobrazeni, doplnény topografickym AFM 3D

profilem, v€etné méreni sil pfi interakcich biomolekul.

Pozadované technické a funkcni Pozadovana o . .
. Zdivodnéni parametrt
vlastnosti hodnota
Systém AFM
neomezeny primy opticky pristup shora pro ano Nutné pro osvit vzorku a excitaci

pouziti standardniho optického kondenzoru

fluorofort

alespon -200C az

Nutné pro studium vlivu teploty na

moznost kontroly teploty vzorku 200 oC chovani vzorkl

AFM v plné konfiguraci na optickém

mikroskopu dosahuje atomarniho rozliseni ano Nutné pro zobrazovani jednotlivych

na povrchu slidy biomolekul

AFM systém s otevienou architekturou ano Nutné pro dalsi rozsifovani systému a
softwaru a hardwaru zaclenéni dalSich softwarovych modull
moznost pouzivat skenovaci préby dostupné ano Nutné pro realizaci vSech moZnych

od rdznych vyrobct variant AFM sken(

drzak kantilevrd vyménitelny a ano Nutné pro kontinualni prédci s bunéénymi

sterilizovatelny, véetné nahradniho drzaku

kulturami

izolace vibraci kompletniho systému véetné

alespon 0.7 — 150

podkladové desky a robustni ocelovy ram Hz Nutné pro stabilni zobrazeni na
podstavy, aktivni izolaci vibraci o rozsahu biomolekularni drovni
moznost umisténi AFM na vzorkovy stolek
vybaveny 100 x 100 x 15 pum XYZ skenery ano
umoznujici skenovani vzorkem a az 6 stupnut Nutné pro kompletni zobrazeni velkych
volnosti pro praci se vzorkem bunécénych struktur
akusticka izolace kompletniho systému s
ano

odvétravanim zbytkového tepla osazena
ventilatorem s nizkou Urovni hlu¢nosti

Nutné pro teplotni stabilizaci vzorku

sada zakladniho spotfebniho materialu

minimalné 50 ks
skenovacich hrot(

Nutné pro prvotni ovéreni funkcénosti
AFM systému

AFM skener

skener v parotésném a vodotésném
provedeni, skener s nezatésnénymi otvory
neni povolen

ano

Nutné pro stabilizaci vihkosti a zachovani
sterility vzorku pfti skenovani




skenovani hrotem pro moznost trvalé

optické kontroly vzorku béhem AFM ano Nutné pro paralelni optické a AFM
skenovani zobrazovani vzorku
skener s detektory pozice na bazi méreni ano Nutné pro vysokou presnost a

kapacitance

opakovatelnost AFM skenovani.

skenovaci rozsah XY

alespon 100 um

Nutné pro kompletni zobrazeni velkych
bunécénych struktur

Z skener mechanicky oddéleny od XY
skeneru s rozsahem

alespon 15 um

Nutné pro kompletni zobrazeni velkych
bunécénych struktur

Nutné pro kompletni zobrazeni velkych

¥ P v ano vy
Z skener s moznosti dalSiho upgradu bunécnych struktur
skenovani v rezimu closed-loop ve vsech Nutné pro opakovatelné skenovani dané
osach s moznosti pfepnuti do rezimu open- ano oblasti nebo alternativné vysoce
loop rozliSené jednorazové skenovani
skener s motorizovanym pfiblizenim s ano Nutné pro automatizovanou inicializaci
automatickou kompenzaci naklonu AFM skenovani.
skener s moznosti skenovacich modf
vylepsujicich zobrazovaci schopnosti AFM v ano Nutné pro zobrazeni bioobjekt( v
kapalinach nativnim prostredi.
ohyb nosic¢e méficiho hrotu AFM
monitorovan opticky systémem s nizkou ano Nutné pro presné sledovani
koherenci, A > 700 nm, meziatomovych sil.
optické filtry omezujici pranik svétla laseru
monitorujiciho ohyb kantilevru do optické

ano

¢asti invertovaného mikroskopu, umoznujici
simultanni ovladani AFM a optického
mikroskopu

Nutné pro paralelni optické a AFM
zobrazovani vzorku

uroven Sumu detekéniho systému

méné nez 2 pm
RMS

Nutné pro dosaZeni atomarniho
rozliseni.

frekvence snimani ohybu kantilevru

alespon 6 MHz

Nutné pro sledovani rychle se ménicich
bioobjekt(.

navigace ladéni pozice laseru na kantilevru
pfi AFM umisténém na invertovaném

ano

mikroskopu zprostfedkovana kamerou Nutné pro spolehlivou inicializaci AFM

mikroskopu skenovani.

Modul pro automatizovany zaznam silovych

interakci

silova spektroskopie pro jednotlivé ano Nutné pro studium afinitnich interakci

biomolekuly mezi jednotlivymi biomolekulami.
Nutné pro vysokou presnost a

rigidni nizkoSumova konstrukce zarucujici ano opakovatelnost zaznamu

minimalni drift intermolekuldrnich sil.
Nutné pro vysokou presnost a

automaticka kalibrace silovych skenovacich ano opakovatelnost zaznamu

parametrd intermolekularnich sil.

automatické nastaveni fotodiody a citlivosti ano Nutné pro vysokou opakovatelnost

kantilevru

zaznamu intermolekularnich sil.

rozsah skeneru v ose Z, v closedloop rezimu

alespon 6.5 um

Nutné pro studium silovych interakci
molekul na povrchu bunék.




nizsi nez 0.06 nm

Nutné pro vysokou presnost a
opakovatelnost zaznamu

v vy . RMS . L .
Sum skeneru v ose Z v Sifce pasma 0.1-1 kHz intermolekuldrnich sil.
sklenény a nerezovy drzak kantilevru vhodné
pro praci pfimo v kapkach kapaliny, Petriho ano Nutné pro praci s riznymi typy vzork( v
miskach nebo dalSich nadobkach prostiedi kapalin.
integrovand CCD kamera snimajici skenovani
hrot a povrch vzorku, pro automatické
nastaveni laseru, s korekci na ptipadny drift, ano Nutné pro automatizovanou inicializaci
automatické pfiblizeni skenovaciho hrotu k AFM skenovani a synchronizaci
povrchu vzorku optického a AFM zobrazovani.
AFM kontroler
analogové a digitalni kanaly pro rychly sbér ano Nutné pro pokrocilé zpracovani riznych
dat a kontrolu AFM typa signald.
moznost ovladani specializovanych AFM hlav ano Nutné pro pokrocilé zplsoby AFM
a skenerd zobrazovani.
pocet rychlych 24 bitovych D/A pfevodnikd alespofi 4 Nutné pro presné pohyby skenovaciho
pro skenovaci signaly systému.
zpétnovazebné mody s vazbou na principu
ano

smycky fazového zavésu a generatory skenu
signalu

Nutné pro zobrazovani vzorkd na
atomarni Urovni.

vysoce presny A/D prevodnik s rozlisenin 24
bit, rychlost zaznamu

alespon 15 MHz

Nutné pro sledovani rychle se ménicich
bioobjekt.

dalsi A/D prevodnik s rozlisenim 16 bit a
rychlosti zaznamu

alespon 50 MHz

Nutné pro sledovani rychle se ménicich
bioobjekt.

pocet dalsich 18 bit A/D pfevodnikovych

Nutné pro paralelni sledovani rliznych

°C alespofi 5 0 paralelni
kanalud vlastnosti bioobjekt.
. Nutné pro sledovani rychle se ménicich
e . . " alespon 1 N
vysokorychlostni digitaIni lock-in zesilovac bioobjekt.
o o . ' ) alespofi 1 Nutné pr? paralfelmfledovam rlznych
dalsi stfedné rychly digitalni lock-in zesilovac vlastnosti bioobjekt.
alespon 2

moznost komunikace s externimi systémy
zahrnujici kanaly

analogové vstupy,
4 analogové
vystupy a 2
digitalni
vstupy/vystupy

Nutné pro zaclenéni doplrikovych
externich experimentalnich sensord.

Drzaky vzorku

univerzalni drzak vhodny pro Sirokou skalu
vzork( o rozmérech

primér alespon
100 mm, vyska
alespon 15 mm

Nutné pro studium raznych typl
bioobjektll a bunécnych ¢i tkanovych
systému.

specialni drzak vzorku s teplotni kontrolou
pro vzorky na krycim sklicku nebo jiném
podkladu

ano

Nutné pro studium rGznych typ(
bioobjektl a bunécnych ¢i tkarovych
systéma.

specialni komora pro méfeni v objemech o
velikosti

méné nez 160 pl

Nutné pro studium rGznych typ(
bioobjektl a bunécnych ¢i tkarovych
systéma.




material specidlni komory ze skla odolného

rozpoustédlim a alespori 100 mM kyselindm ano Nutné pro studium réznych typ(

a zasaddm, s moznosti proplachu kapalinami bioobjektl a bunécnych ¢i tkarovych
a zavedeni kontrolované atmosféry systému v rizném prostredi.
specialni drzak vzorku s teplotni kontrolou

pro vzorky na Petriho misce, stabilita teploty Ano

alespon 0,1 K, moznost vstupu a vystupu Nutné pro studium raznych typl
pracovnich roztokt, kompatibilita pro bioobjektll a bunécnych ¢i tkanovych
transmisni osvit standardnim kondenzorem systému v rdzném prostredi.
vSechny drzaky podporuji praci se vzorky

umisténymi na kryci sklicka, platky slidy,

podloini skli¢ka a dal3i priihledné materialy ano Nutné pro studium réznych typ(

pro simultdnni méreni na AFM a bioobjektl a bunécnych ¢i tkariovych
invertovaném optickém mikroskopu systému v rizném prostredi.

Systém optického invertovaného

fluorescencniho konfokalniho mikroskopu

motorizované provedeni, piezoelektricky Nutné pro automatizované zobrazovani
posuv ostfeni vhodny pro AFM, ano bunéénych struktur a dalsich
motorizované objektivy, kondensor a ostfeni bioobjekt.

objektiv Planfluorit s dlouhou pracovni

vzdalenosti, pro svétlé pole a fluorescenci a ano Nutné pro zobrazovani bunécnych
konfokalni zobrazeni se zvétSenimi 4x struktur a dalSich bioobjekta.
objektiv Planfluorit s dlouhou pracovni

vzdalenosti, pro svétlé pole, fazovy kontrast ano

a DIC kontrast a fluorescenci a konfokalni Nutné pro zobrazovani bunécénych
zobrazeni se zvétSenimi 10x struktur a dalsich bioobjektd.
objektiv Planfluorit s dlouhou pracovni

vzdalenosti, pro svétlé pole, a DIC kontrast a ano

fluorescenci a konfokalni zobrazeni se Nutné pro zobrazovani bunécénych
zvétsenimi 20x struktur a dalSich bioobjektd.
objektiv Planfluorit s dlouhou pracovni

vzdalenosti, pro svétlé pole, fazovy kontrast ano

a DIC kontrast a fluorescenci a konfokalni Nutné pro zobrazovani bunécénych
zobrazeni se zvétSenimi 40x struktur a dalSich bioobjektd.
objektivy Planfluorit s dlouhou pracovni

vzdalenosti, pro svétlé pole, DIC kontrast a ano

fluorescenci a konfokalni zobrazeni se
zvétsenimi 60x

Nutné pro zobrazovani bunécénych
struktur a dalSich bioobjekta.

osvétleni s plynulou regulaci intensity,
externi transformator mimo ram
mikroskopu, intenzita

alespon 100 W

Nutné pro zobrazovani bunécénych

o

struktur a dalsich bioobjektd.

externi fidici jednotka motorizovanych ¢asti
mikroskopu mimo ram mikroskopu, véetné
rucniho ovladace motorizovanych funkci

ano

Nutné pro dosazZeni vysokého rozliseni.

Hg excitacni zdroj pro fluorescence s externi
jednotka stabilizovaného napdjeni, vykon
zdroje

alespon 100 W

Nutné pro fluorescencni zobrazovani
bunécénych struktur a dalSich
bioobjekt.




Nutné pro fluorescencni zobrazovani

ano bunécénych struktur a dalSich
filtry pro zobrazeni DAPI, FITC, TRIC bioobjekt.
digitalizace obrazu prostrednictvim adaptéru ano Nutné pro zobrazovani bunécénych

pro pripojeni dig. kamery

struktur a dalSich bioobjektd.

univerzalni digitalni chlazena kamera s CCD
Cipem velikosti

alespon 2/3"

Nutné pro zobrazovani bunécénych
struktur a dalSich bioobjektd.

rozliSeni Zivého obrazu z kamery pfi 15 nebo
vice snimcich za sekundu

alespon
1600x1200 pixelQ

Nutné pro dynamické zobrazovani
bunécénych struktur a dalSich
bioobjektd.

moznost prepinani barevného a ¢ernobilého
madu pozorovani

ano

Nutné pro zobrazovani bunécénych
struktur a dalSich bioobjektd.

alespon 15 mil.

Nutné pro zobrazovani bunécénych

statické rozliseni kamery pixell struktur a dalSich bioobjekta.
dalsi digitadlni kamera umoZiujici snimani ano Nutné pro paralelni sledovani rliznych
obrazu pro AFM mikroskop vlastnosti bioobjekt.
Nutné pro paralelni zobrazovani riznych
ano bunécénych struktur a dalSich
konfokalni zobrazeni s lasery LD 405nm bioobjektd.
Nutné pro paralelni zobrazovani riznych
ano bunécénych struktur a dalSich
multiliniovy Argon laser 458, 488, 515 nm bioobjekt.
Nutné pro paralelni zobrazovani rlznych
ano bunécénych struktur a dalSich
Green Helium Neon Laser 543nm bioobjekt.
systém pro méreni vykonu laserovych Nutné pro paralelni zobrazovani riznych
svazk( a stabilizaci vykonu v redlném cCase i ano bunécénych struktur a dalSich
pfi dlouhodobych mérenich bioobjekt(.
skenovaci jednotka se 3 fluorescenénimi Nutné pro paralelni zobrazovani riznych
detektory a jednim pro prochazejici svétlo ano bunécénych struktur a dalSich
pfipojena k ramu mikroskopu bioobjekt.
Nutné pro paralelni zobrazovani rlznych
ano bunécénych struktur a dalSich
propojovaci opticka vldkna bioobjekt.
Ridici pocitacovy systém
Nutné pro paralelni béh softwarovych
4 jadrovy procesor ano modulll pfi synchronnim zobrazovani.

operacéni pamét RAM o velikosti

alespon 8 GB

Nutné pro paralelni béh softwarovych
modulll pfi synchronnim zobrazovani.

graficka karta s paméti velikosti

alespon 1 GB

Nutné pro paralelni béh softwarovych
modulll pfi synchronnim zobrazovani.

disk SSD pro operacni systém, kapacita

alespon 256 GB

Nutné pro paralelni béh softwarovych
modulll pfi synchronnim zobrazovani.

datovy pevny disk v RAID konfiguraci, o
kapacité

alespon 2x500 GB

Nutné pro dlouhodobé spolehlivé
ukladani obrazd naskenovanych
bioobjekt(.

LCD monitory o Uhlopficce nejméné 24“ a
Sirokymi pozorovacimi uhly, pocet

alespon 2

Nutné pro paralelni sledovani obrazi pfi
synchronnim zobrazovani.

barevna laserova tiskarna

ano

Nutné pro archivaci a porovnavani
obrazl rliznych bunécnych struktur.

Software




celkovy pocet kandll pro monitorovanych

Nutné pro paralelni a synchronni

e alespori 18 T e
signalt studium rliznych vlastnosti bioobjektU.
pocet kanall s online monitorovanim a's FFT alespori 4 Nutné pro paralelni a synchronni
zpracovanim signall studium riznych vlastnosti bioobjekt(.
analyza obrazl AFM a z optického
mikroskopu véetné zakladnich, pokrocilych a ano
uzivatelsky definovanych digitalnich filtr( a Nutné pro zobrazeni rGznych vlastnosti
analytickych postupl bioobjekt.
pfimé a kalibrované preloZeni dat z
optického mikroskopu s daty AFM s ano
integrovanym propojeni mezi obéma Nutné pro paralelni a synchronni
soubory dat studium rliznych vlastnosti bioobjektd.
kalibrace optickych a AFM dat na zakladé
optického obrazu s po¢tem kalibracnich alespon 20 Nutné pro paralelni a synchronni

bod

studium rliznych vlastnosti bioobjekt(.

kalibrace AFM kantilevrd na bazi termalniho
sumu az limitu

alespon 3 MHz

Nutné pro presné zobrazeni bioobjekt.

software pro pokrocilé programovani
protokoll silové spektroskopie s
neomezenym poctem definovanych
segmentu silové krivky a s moznosti definice
mnohocetnych zpétnych vazeb, véetné
automatizovaného fizeni zaznamu silovych
krivek a jejich automatizované analyzy

ano

Nutné pro studium afinitnich interakci
mezi jednotlivymi biomolekulami.

7 v

software pro nezavislé fizeni kamery
optického mikroskopu, snimani obrazu s
moznosti kalibracni Usecky a méreni
vzdalenosti

ano

Nutné pro méreni velikosti bunék.

software pro 3D a 4D analyzu konfokalnich
fluorescencnich obrazt

ano

Nutné pro presné zobrazeni bioobjekt.

software pro kontrolu externich zatizeni,
synchronizace zaznamu analogovym a
digitalnim spoustécimi signaly, nacitani
analogovych a digitalnich signald

ano

Nutné pro paralelni a synchronni
studium rliznych vlastnosti bioobjektd.




PODROBNE ODUVODNENI VYMEZENI TECHNICKYCH PODMINEK
Elektrochemicky AFM a STM modul, nanolitograficky modul pro AFM mikroskop (Cast 2)

Zakladni pozadavky zadavatele

Pfedmétem verejné zakazky je moduldrni doplnék ke stavajicimu mikroskopu atomarnich sil, pridavajici
moznost vyuZivat pokrocilé elektrochemické AFM a STM skenovani studovanych povrchi a objektd, véetné
lokalnich redoxnich reakci — nanolitografické modifikace povrchu, elektrochemické zplsoby méreni zahrnuji
voltametrii, amperometrii a impedimetrii, bipotenciostatové usporadani

Pozadované technické a funkcni
vlastnosti

Pozadovana hodnota

ZdUvodnéni parametri

univerzalni cela pro elektrochemické
STM a AFM techniky v kapalném
prostiedi, inertni material téla cely -
teflon, s moznosti temperace v rozsahu

alespon od 5 2C az 50 eC

Nutné pro studium vzork( v
rGzném prostredi.

Nutné pro zaznam proudu v

- C v Yl ys ano —

tfielektrodové méftici usporadani Sirokém rozsahu hodnot.
skenovaci hlavy véetné nastavovacich a ano Nutné pro pfizplsobeni
servisnich nastroju systému potrebam vzorkd.
vysoce citlivy pokrocily elektrochemicky ano Nutné pro studium a

analyzator, moZnost pracovat v 2,3 nebo
4-elektrodovém usporadani

zobrazeni elektrochemickych
vlastnosti vzorkd.

rozsah pracovniho potencialu

alespon 8 V

Nutné pro studium a
zobrazeni elektrochemickych
vlastnosti vzorkd.

nastaveni potencidlu s presnosti

alespon £0,25%

Nutné pro studium a
zobrazeni elektrochemickych
vlastnosti vzork.

max.rozsah méreného proudu

alespon +1 A

Nutné pro studium a
zobrazeni elektrochemickych
vlastnosti vzork.

evvs

alespon 500 pA nebo méné

Nutné pro studium a
zobrazeni elektrochemickych
vlastnosti vzork.

Nutné pro studium a

ano zobrazeni elektrochemickych
prepinatelné rozsahy proudu vlastnosti vzorka.
rozsahy proudu dostacujici pro presné Nutné pro studium a

ano

méreni proudl pri AFM a STM
elektrochemickych technikach

zobrazeni elektrochemickych
vlastnosti vzorka.

presnost méreni proudu v nastaveném
rozsahu

alespon 0,25 %

Nutné pro studium a
zobrazeni elektrochemickych
vlastnosti vzork.

rozliSeni méreni proudu v nastaveném
rozsahu

alespon 0,001%

Nutné pro studium a
zobrazeni elektrochemickych
vlastnosti vzorkd.




vstupni impedance

alespon 0,5 TQ (terraohm)

Nutné pro studium a
zobrazeni elektrochemickych
vlastnosti vzorkd.

Siroké moznosti elektrochemickych
méreni impedance a impedancni
spektroskopie ve frekvenénim rozsahu

alespon 50 uHz az 1 MHz

Nutné pro studium a
zobrazeni elektrochemickych
vlastnosti vzorkd.

rozliseni frekvence

alespon 0,005%

Nutné pro studium a
zobrazeni elektrochemickych
vlastnosti vzork.

vstupy potencialu a proudu vnitini z
potenciostatu nebo externi

ano

Nutné pro studium a
zobrazeni elektrochemickych
vlastnosti vzork.

rozsah amplitudy stridavé slozky v
rozsahu

alespon 0,3 az 300 mV

Nutné pro studium a
zobrazeni elektrochemickych
vlastnosti vzork.

zobrazeni signal( dle Nyquista, Bodeho,

Nutné pro studium a

pokrotild analyza a simulace ano zobrazeni elektrochemickych
impedancnich dat vlastnosti vzorka.

Nutné pro studium a
potiebna kabelaZ a pomocné zesilovaci ano zobrazeni elektrochemickych

moduly

vlastnosti vzorka.

aktivni antivibracni stolni systém s
dynamickym izola¢nim rozsahem

alespon 1 a7 1000 Hz

Nutné pro vysoce rozliSené
zobrazeni elektrochemickych
vlastnosti vzork.

antivibracni systém s transmisibilitou
mensi nez 0,02 resp. -40 dB

ano

Nutné pro vysoce rozliSené
zobrazeni elektrochemickych
vlastnosti vzorkd.

antivibracni systém s max. zatizZitelnosti

alespon 80 kg

Nutné pro vysoce rozliSené
zobrazeni elektrochemickych
vlastnosti vzorkd.

sada zakladniho spotfebniho materialu -
pocet skenovacich hrot(

alespon 100

Nutné pro ovéreni funkce
systému pfi rznych
zpUsobech zobrazovani
vzorka.

Nutné pro provoz systému v

napajeni systému ze standardniho ano standardnich laboratornich
sitového rozvodu 220V / 50 Hz podminkach.
ovladaci pocitac pro zaznam a zobrazeni ano Nutné pro zobrazeni

skent

namérenych dat.

velikost operacni paméti RAM

alespon 8 GB

Nutné pro synchronni béh
nékolika softwarovych
modull pfi paralelnim
zobrazovani vzorkd.

4-jadrovy procesor

ano

Nutné pro synchronni béh
nékolika softwarovych
modull pfi paralelnim
zobrazovani vzorkd.

grafickd karta s paméti velikosti

alespon 1 GB

Nutné pro synchronni béh
nékolika softwarovych
modull pfi paralelnim
zobrazovani vzorkd.

disk SSD pro operacni systém, kapacita

alespon 256 GB

Nutné pro synchronni béh
nékolika softwarovych




modul( pti paralelnim
zobrazovani vzorka.

datovy pevny disk v RAID konfiguraci, o
kapacité

alespon 2x1000 GB

Nutné pro dlouhodobé
spolehlivé uchovavani
experimentalnich dat.

Nutné pro zobrazeni a

ano archivaci experimentalnich
barevna laserova tiskarna dat.
Nutné pro synchronni
. zobrazovani pfi paralelnim
. , vry sy mu alespon 2 . o o . .
LCD monitory o Uhlopfi¢ce nejméné 27 skenovani vzorkd rliznymi
a Sirokymi pozorovacimi uhly, pocet technikami.
kompatibilita se stdvajicim systémem
AFM mikroskopu Ntegra Vita (NT-MDT), Nutné pro vyuziti AFM
Uplna zaclenitelnost do existujiciho ano zobrazovaciho systému a

systému na Urovni mechanickych dild,
konektor(l a vstupné-vystupnich a
ovladacich signalli a komunikacniho a
ovladaciho software

kontroleru pro studium
topografie a
elektrochemickych vlastnosti
vzork(.




PODROBNE ODUVODNENI VYMEZENI TECHNICKYCH PODMINEK

AFM mikroskop vstupni trovné (Cast 2)

Zakladni pozadavky zadavatele

Pfedmétem verejné zakdzky je mikroskop atomarnich sil (AFM)

Pozadované technické a funkcni
vlastnosti

Pozadovana hodnota

Zduvodnéni parametri

moznost méfit v rdznych AFM

Nutné pro zobrazovani

maddech ane raznych vlastnosti vzorka.
kontaktni mod véetné zobrazeni Nutné pro zobrazovani
laterdlnich frikénich sil a zobrazeni ano mechanickych a adhezivnich
silovych interakci vlastnosti vzorkd.

Nutné pro opakované

ano zobrazovani biologickych
semikontaktni mod vzork.

Nutné pro zobrazovani
nekontaktni mod s moznosti ano topografie vzork( s vysokym
fazového kontrastu rozlisSenim.

Nutné pro zobrazovani
vodivostni AFM, mikroskopie ano elektrickych vlastnosti
elektrostatickych a magnetickych sil vzorkd.

Nutné pro zobrazovani

ano elektrickych vlastnosti
metoda Kelvinovy sondy vzorkd.

Nutné pro zobrazovani

ano mechanickych a adhezivnich
méreni piezoresponsivnich sil vlastnosti vzorka.

Nutné pro zobrazovani
STM méd - skenovaci tunelovaci ano elektrickych vlastnosti
mikroskopie a spektroskopie vzorkd.
zakladni nanolitografické techniky a ano Nutné pro modifikaci
moznost nanomanipulaci povrchu vzorkd.

Nutné pro zobrazovani

ano topografie vzork{ s vysokym
vertikdlIni i horizontalni skenovani rozlisSenim.
automatizované zakladni operace
véetné priblizeni sondy k povrchu
vzorku, zaostfeni laseru na povrch ano
raménka sondy, nastaveni polohy Nutné pro automatizované
fotodiody, nastaveni polohy vzorku zobrazovani vzork.
motorizované zaostreni a zoom ano Nutné pro automatizované
optického mikroskopu zobrazovani vzorka.

Nutné pro opakované
linearizovany skener s kapacitnimi ano zobrazovani biologickych
sensory vzorka.

Nutné pro zobrazovani

ano topografie vzorkl s vysokym

skenovani vzorkem

rozlisSenim.




skenovani s nejvétsim rozsahem v
horizontdIni roviné

alespor 100 x 100 um

Nutné pro zobrazovani
bunécénych vzorkd.

skenovani s nejvétsim rozsahem ve
vertikdInim sméru

alespon 10 um

Nutné pro zobrazovani
bunécénych vzorkd.

dolni horizontalni rozsah rozliseni
umoznujici atomarni rozliseni

alespon 100 x 100 nm, velikost pixelu 1

nm nebo mensi

Nutné pro zobrazovani
bunécnych vzorkl ve
vysokém rozliseni.

velikosti Sumu ve vertikalnim sméru
Z pfti aktivnich kapacitnich
sensorech

mensi nez 0,2 nm

Nutné pro zobrazovani
bunécnych vzorkd ve
vysokém rozliseni.

velikosti Sumu v osach XY s
aktivnimi kapacitnimi sensory

mensinez 1 nm

Nutné pro zobrazovani
bunécnych vzorkd ve
vysokém rozliseni.

oddélené AFM a STM skenovaci
hlavy a jejich automatizovana
vyména fizenda softwarové

ano

Nutné pro automatizované

opticky mikroskop s rozlisSenim

alespon 3 um

zobrazovani vzork.
Nutné pro zobrazovani
vybrané ¢asti vzorkd.

opticky mikroskop vybaveny
videokamerou s proménnou
ohniskovou vzdalenosti (zoom)

ano

’

Nutné pro zobrazovani
vybrané ¢asti vzorka.

rozliseni hlavnich A/D pfevodnik
ovladaci elektroniky

alespon 20 bitd

Nutné pro zobrazovani
vzorku ve vysokém rozliseni.

napajeni systému ze standardniho
sitového rozvodu 220V / 50 Hz

ano

Nutné pro umisténi systému
v bézné laboratofi.

ovladaci pocitac pro zaznam a
zobrazeni sken(

ano

Nutné pro zobrazeni
namérenych dat.

velikost operacni paméti RAM

alespon 8 GB

Nutné pro synchronni béh
nékolika softwarovych
modul( pti paralelnim
zobrazovani vzork.

4-jadrovy procesor

ano

Nutné pro synchronni béh
nékolika softwarovych
modull pfi paralelnim
zobrazovani vzorkd.

graficka karta s paméti velikosti

alespon 1 GB

Nutné pro synchronni béh
nékolika softwarovych
modull pfi paralelnim
zobrazovani vzorkd.

disk SSD pro operacni systém,
kapacita

alespon 256 GB

Nutné pro synchronni béh
nékolika softwarovych
modull pfi paralelnim
zobrazovani vzork.

datovy pevny disk v RAID
konfiguraci, o kapacité

alespon 2x1000 GB

Nutné pro dlouhodobé
spolehlivé uchovavani
experimentalnich dat.

Nutné pro zobrazeni a

ano archivaci experimentalnich
barevna laserova tiskarna dat.
LCD monitory o Uhlopficce nejméné Nutné pro synchronni
27 a Sirokymi pozorovacimi uhly, alespon 2 zobrazovani pfi paralelnim

pocet

skenovani vzorkd rznymi




technikami.

ovladaci a vyhodnocovaci program,
fidici vS8echny funkce mikroskopu,
umoZziujici zpracovani obrazd,

méreni skenovanych objektd, ano
redukci Sumu, export obrazll do
raznych grafickych a textovych Nutné pro zobrazeni a
souborl zpracovani namérenych dat.
Nutné pro zobrazeni a
licence programu umoznujici . zpracovani namérenych dat
instalaci vyhodnovovaci ¢asti alesponi 3 nezavisle na probihajicim
programu na dalsi pocitace méreni.
poskytovani update softwaru po ano Nutné pro zobrazeni a
celou dobu Zivotnosti ptistroje zpracovani namérenych dat.
Nutné pro zobrazovani a
nastroje potiebné pro nastavovani ano méreni vzork( ve vysokém
mikroskopu rozliseni.
Nutné pro zobrazovani a
sada kalibrac¢nich mrizek pro ano méreni vzorkl ve vysokém

vvs s

dostupné mérici techniky

rozliseni.

sady vymeénitelnych skenovacich
hrott pro rlizné mody zobrazeni
obsahujici pro kazdy mod

alespon 10 kusd hrotd

Nutné pro pocatecni ovéreni
funkénosti systému.
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